Développement d’un modele de simulation numérique
pour hybridation de détecteurs infrarouges

Sujet

Modélisation 3D d’un détecteur infrarouge grand format destiné a des applications militaires et
spatiales (grands télescopes, satellites) en se basant sur les travaux déja réalisés sur de plus petits
formats. L’ objectif sera de prédire les performances a température de fonctionnement et d’identifier
les parametres qui ont un fort impact sur le procédé d’assemblage visé¢ afin d’optimiser le design et
les propriétés en service. Les simulations seront comparées a des résultats expérimentaux sur
prototypes pour validation (coupes métallographiques, mesures de planéité...).

Principaux objectifs :

- liste des paramétres clefs rentrant dans un procédé d’assemblage.

- ¢laboration d’un modele de simulation numérique, avec premi€re comparaison
simulation/expérience.

- définition d’un plan d’expérience pour la réalisation d’assemblages tests et caractérisation de ces
assemblages (métallographie).

- utilisation du modele pour définir des abaques et sélectionner les meilleurs designs et parameétres
d’assemblage.

Profil recherché
Docteur (thése soutenue) en Mécanique des Matériaux, avec une bonne maitrise de la modélisation
par éléments finis (logiciel abaqus).
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